3.5HODNOTENIE PROFILOV LOMU

Kvantitativna metalografia sa zaobera kvantifikaciou Struktirnych parametrov,
prostrednictvom ktorych je mozné vyjadrsuvislosti medzi Struktirou a vlasttiami
materialov. Kvantitativha mikrofraktografiasa zaoberalladanim a meranim parametrov,
ktoré by umoznili vyjadti savislosti, prip. stano¥ipresné vgahy medzi mechanickymi
vlastnosami a lomovymi prejavmi kovov a zliatin, ktoré vyphju z charakteru a zmien
mikroStruktiry. Kvantitativna mikrofraktografia saeda zameriava na kvantifikaciu
mikrofraktografickych parametrov na zaklade analimyovych pléch réznych typov lomov
(statickych, razovych a pod.), ktorych morfolégea zavisla od pomerného zastupenia
mikromechanizmov poruSovania (Stiepne fazety, jamkypod.). Rozvoj metodoldgie
kvantitativnej mikrofraktografie je Gmerny vyvojuigtrojovej techniky, fbke a mnozstvu
novych poznatkov o medznych podmienkackiujircich vznik, rozvoj a zavetalu fazu
porusovania kovovych materialov.

Z vedeckého vyskumu v tejto oblasti vyplyva, Zéasinym trendom v oblasti Struktarnej
analyzy materialov je vyjadrenie suvislosti medmmkterom mikroStruktary, mechanickymi
vlastnogami, kvantitativnymi mikroStrukturnymi a mikrofraddgrafickymi charakteristikami
kovov a zliatin.

S hlavnymi veltinami pouzivanymi v kvantitativnej mikrofraktografdefinovanymi na
zaklade vybranych prvkov povrchu lomu a jeho prienmga moZete oboznahv literatare.
PretoZze meranie bezprostredne na povrchu lomug&ngu nemozné, vykonava sa na jeho
priemetoch a rezoch, pdm vSeobecné parametre sa Wpavaju na zaklade
zodpovedajucich stereologickych zavislosti.

Podstatne’ahSia je analyza rezu (profilu) lomu ako analyzamdweej plochy, prip. jej
priemetu. Analyza lomového profilu je v podstatdif@u exaktnou stereologickou metédou
Stadia lomovej plochyLomovy profilje teda mozné definovaako rovinny rez, kolmy na
lomova plochu, ktory je tvoreny profilmi jamiek ale faziet, ktoré tvoria prislusna lomovu
plochu. Lomovy profil sa teda ziskava rovinnymiegdnymi rezmi, kolmymi na lomovu
plochu skuSobnych &. Takto ziskané vzorky lomovych profilov sa prapara pripravuju sa
z nich metalografické vybrusy beznymi metalografiok postupmi. V pripade potreby je
naviac mozné okrem lomového profilu ¢a8ne analyzova mikroStruktiru materialu
zodpovedajucu lomovému profilu. Ak je nutné zachol@movlu plochu neporusend, je
mozné lomovy profil vytvori rezom replik, alebo ho vyhotavniektorou z nedestruktivnych
metod (optickou interferometriou, Specialnym sveisl mikroskopom a pod.).

Clenitog’ lomového profilu, ktora je dena morfologiou lomovej plochy, je mozné
hodnott’ prostrednictvom siinitela vertikalnej drsnosti R (tzv. Behrensov parameter
drsnosti. Jeho hodnotu je mozné statialviomi metoédami.

3.5.1. Metdda pries@ikov profilovej krivky lomu s testovacou mriezkou

Tato metdda spiva v rozdeleni profilovej krivky lomu na nieRm hladin ¢br.1).
Vzdialenos tychto hladin charakterizuje Reost’ y. Uréuje sa poet priesénikov profilovej
krivky lomu s tymito hladinamEP; a hodnota slinitel'a vertikalnej drsnostR, sa vypgita
dosadenim ziskanych hodn6t d@’atau:



R/ = %Z PI‘ , (1)
kdeL ’je priemet dZky profilu lomu.

Technicka realizacia hodnotenia ma dve varianty:

a) manualne - pomocou testovacej mriezky,

b) prostrednictvom obrazového analyzatora.

a) Lomovy profil (profilovd krivka lomu) je prekseeny z matnice svetelného
mikroskopu na féliu pri zw&eni 250 x. Rozdelenie profilovej krivky lomu s&uteénhuje
priloZzenim testovacej mriezky na prekresleny lompxgfil, ktorej vzdialeno$ hladin bolay
= 2 mm. Priemet liky lomového profilu jeL’ = 150 mm o je hodnota waznej dzky, na
ktorej je lomovy profil hodnoteny a jedanéa dzkou testovacej mriezky.

b) Lomovy profil sa snima kamerou pri zg&ni 100 x a hodnotenie je realizované
obrazovym analyzdtorom TESCAN, ktory umoZznil zvy3pzliSenie a vyhodnocovanie
detailov lomového profilu pri porovndieych vstupnych parametroch (2g&nie,
vyhodnocovanaidka profilu) ako pri manuélnej analyzy.

3.5.2 Metdda merania rozmerov a vzdialenosti vemys a priehlbin

Metoda je zaloZena nadawvani vékosti vyvySeninh; a ich vzdialenostl; od dna
priehlbiny medzi nim{obr.2). S&initel’ R, sa ziska dosadenim tychto hodnot déatn:
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Z praktickych skusenosti vyplynulo, Ze metdda g&ieikov profilovej krivky lomu s
testovacou mriezkou je charakteristickh menSounasiou a je menej zazena chybou

meracej techniky a hodnotiaceho subjektu ako metbeésania rozmerov a vzdialenosti
vyvySenin a priehlbin. Je preto vhodnejSia pre rAbrauspracovanie analyzy.
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Obr.1 Postup ufenia sdinite/a R, metdédou Obr.2 Postup ufenia siinite/a R, metédou merania
priesénikov profilovej krivky lomu rozmerov a vzdialenosti vyvySenin ahivie

s testovacou mriezkou



3.5.3 Postup prace na aieni

Pred cvicenim je potrebné sa oboznansi metodikou hodnotenia lomovych profilov a
zopakovd si zakladné poznatky o druhoch poruSovania kovoxplgve modifikovania na
charakter mikroStruktary a mechanické viastnos8iAlzliatin.

1. Vyhodna'te c¢lenitog® lomovych profilov statickych a razovych lomov silinu
AlSi10MgMn v zavislosti od mnozstva modifikatorar¢scia) prostrednictvom &initel'a
vertikalnej drsnosti Ruréeného metdédod.1. Vyslednu hodnotu ginitel'a R, je potrebné
urcit ako priemernd hodnotu z troch merani a vysledkgapa do tabuiky. Pri pouZziti
obrazovej analyzy na stanoveniefisite/a R, metdédouc.1 pracu s programom pre PC
vysvetli ditel.

2. Vypracova grafické zavislosti mechanickych vlastnosti &isitela R, pre statické a
razove lomy od obsahu modifikatora Sr.

3. Na zaklade uz znamych poznatkov a znalosti ziskangdomto cvieni spracujte diskusiu
a zavery o vplyve modifikovania atzgovania na charakter poruSovania, zmegingéala
Ry @ mechanickych vlastnosti siluminu AlSi10MgMn.

3.5.4 Kontrolné otazky

1. Cim sa zaobera kvantitativna mikrofraktografia ?
Definujte pojem lomovy profil.
Cim je ukenadlenitog’ lomového profilu ?

Vysvetlite princip metdd na stanovenie hodnotirstel'a R, nhaco slizi jeho hodnota ?

ok D

Ktord z metdéd na stanoveniecsiitela R, je vyhodnejSia pre manualne spracovanie
analyzy, vysvetlite pi@ ?
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